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Beschreibung:

Das Modul Stereo Explorer Flache ermdglicht die Auswertung der Oberflache nach Parametern wie Rauhigkeit und
Welligkeit. Die fraktale Dimension ist ein Wert aus der Bruchanalyse, um die Oberflache zu beschreiben und wird mit
Stereo Explorer Flache berechnet. Ein weiterer Parameter zur Charakterisierung der Oberflache ist das Verhaltnis von
wahrer zu projizierter Flache. Der Benutzer kann zum Definieren einer ROl (region of interest) zwischen den Modi
Rechteck und Polygon wéhlen.

Mit der ROl wird der Teil des Bildes selektiert fiir den man die Oberflachenparameter berechnen will. Die Darstellung
der Flache erfolgt entweder mit dem urspriinglichen Stereo Mikroskop-Bild oder einem hdhenkodierten Farb- oder
Grauwertbild. Ahnlich wie in einer Landkarte kénnen auch Hohenschichtlinien eingeblendet werden. Die aktuelle
Darstellung kann als Bild (JPG, TIFF, PNG, BMP...) gespeichert und ausgedruckt werden.

Hauptfunktionen:

 Frei wahlbares Polygon oder Rechteck

e Messung der wahren und projizierten Flache

e Extraktion von Parametern wie Welligkeit und Rauhigkeit

¢ Exportfunktion aller Messdaten als Bild oder Tabelle

e Festlegen und dndern der Referenzebene

e Darstellung des zu vermessenden Bildes alternativ als Hohen oder Anaglyphbild
e Einblendung von Héhenschichtlinien
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